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WDAMP試験基板フロアープラン
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J1 １４４ピン実装用ソケット：
Yamaichi IC149-144-045-B5 
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VCC2（VCCB)=1 65V VCC1(VCCA)=3 3Vとして使用します
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VCC2（VCCB)=1.65V, VCC1(VCCA)=3.3Vとして使用します。



アナログ電源導入端子の周り(VDD, GND, VSS)

アナログ電源導入端子 TP PIN#

47μF 0.1μF

1.65V
(VDD) 6,7,102,103,114,115,

138,139
μ

OS
μ

TP

0.0V 8,9,11,19,20,90,91,94,95,

47μF
OS

0.1μF

TP

(GND)
, , , , , , , , ,

98,99,100,101,116,117,120.
121,122,124,126,127,129,
131,136,137

TP

-1.65V
(VSS)

4,5,104,105,112,113,
140 141

デジタルDGNDとアナログGNDの切り離し・接続が可能なようにしておくこと
オシロスコープ用のグランドクリップ端子をGNDのラインにつけて下さい

140,141
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ディジタル電源導入端子の周り(VDD33, VDD1, DGND, VSS1)

デジタル電源導入端子 TP PIN#

47μF 0.1μF

1.65V
(VDD1)

及び
SN74AVC1T45

30,31,42,43,66,67,78,79

μ
OS

μ

TP

0.0V

SN74AVC1T45
VCC2(VCCB)

21 22 28 29 44 45 54

47μF
OS

0.1μF

TP

(DGND)
21,22,28,29,44,45,54,
55,64,65,80,81,88,89

TP

-1.65V
(VSS1)

32,33,40,41,68.69,76,77

デジタルDGNDとアナログGNDの切り離し・接続が可能なようにしておくこと
オシロスコープ用のグランドクリップ端子をDGNDのラインにつけて下さい
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ディジタル電源導入端子の周り(VDD33)

デジタル電源導入端子 TP

47μF 0.1μF

VDD33
(3.3V) SN74AVC1T45

VCC1(VCCA)
μ

OS
μ

DGNDDGND
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J1 電源パスコン

コンデンサの入れ方について

144pソケットのピン直近に0 1μFの積層セラミックコンデンサを入れて下さい

各４つ配置した

VDD VDD1

144pソケットのピン直近に0.1μFの積層セラミックコンデンサを入れて下さい。

0.1μF0.1μF

VSS

GND

VSS1

DGND0.1μF 0.1μF

J1

Yamaichi 
IC149 144 023 B5

VDD1

VSS1

0.1μF

VDD

VSS

0.1μF IC149-144-023-B5

VSS1

DGND0.1μF

VSS

GND
0.1μF
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基準電圧モニターの周り

119
(VH1)

12
(VH5)

132
(VH4)

134
(VH2)

テスト
ピン

VDD

13
(VL5)

14
(VLADC)

15
(VL6)

133
(VL4)

118
(VL1)

135
(VL3)

容量は全て
0.1uFセラミック

VSSVSS
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基準電流源の周り
テストピン

VDD
10K 1K

50K 50K

GND

50K 50K

容量は全て
0.1uFセラミック

96 9796
(IBIASFB)
～10μA

97
(IBIAS)
～100μA
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電圧調整回路の周り

容量は全て
0.1uFセラミック

テストピン

VDD

10K 10K

16
(VGG1)

18
(VTH)

10K

17

50K

(VGG1) (VTH)
50K

(VGG2)
50K

GND

10K
10K

VSS
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テストパルス入力端子の周り(J4)

Test Point

Lemo
できるだけ短く

TP

J4

Lemo

10
TEST PULSE

５０Ω

・TestPulse入力の信号ラインは
GNDのラインを這わせる

・可能であれば内装に入れて上

GND
GND

装
下をシールド
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アナログ出力端子の周り(J5,J6)

J5 J6
GND

テストピン

GND

93
(MONOUT)

92
(AOUT)
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アナログ入力端子の周り（J7)
J7A

Lemo
AIN A 123

10M
J9

BNC
J7A

GND
ポリプロピレン
10ｎF,630V

AIN_A

100M 10nF

123

GND

J7B
Lemo

AIN_B 12510MΩ

＋HV

GND 10nF

GND

100M
10nF
６３０V GND

J7C
Lemo

AIN_C 128100MΩ

GND 100M 10nF

GND10nF
６３０V

J7D

GND

Lemo
AIN_D

100M 10nF

130
６３０V
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GND 100M 10nF

GND



オーミックサイドで使うとき

10MΩ

＋HV
外付け オーミックサイドに-HVを

加える方式10MΩ 加える方式

10MΩ
To ASIC

10nF
100V に付け替える

100MΩ 低耐圧、小型の
ものでよい

100MΩ

ものでよい

- HV 高耐圧、大型の
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HV 高耐圧、大型の
ものである必要
がある



DGND

ディジタル出力信号の周り(J2)

46-49： WIDTHD3-0
0 3 WIDTHC3 0

レベル変換回路
50-53:  WIDTHC3-0
56-59:  WIDTHB3-0
60-63:  WIDTHA3-0 34

1.65V(6) 3.3V(1)

WIDTHD3

34芯のフラット

SN74AVC1T45

DGND(2,5)

WIDTHD3
WIDTHD2
WIDTHD1
WIDTHD0 34芯のフラット

ケーブルを接続
できるように
ピンを立てる。

WIDTHD0
WIDTHC3
WIDTHC2
WIDTHC1 ピンを立てる。

テストピン

WIDTHB3

WIDTHC1
WIDTHC0

レベル変換回路4ch

レベル変換回路4ch

46-49

50-53

WIDTHB2
WIDTHB1
WIDTHB0レ ル変換回路4ch

レベル変換回路4ch

レベル変換回路4ch

50 53
56-59

60-63

WIDTHA3
WIDTHA2
WIDTHA1
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レ ル変換回路4ch60 63 WIDTHA1
WIDTHA0



DGND
ディジタル入出力信号の周り(J3)

26 SELOUT
2 O

レベル変換回路
27 DOUT

34

1.65V(6) 3.3V(1)

20芯のフラット

テストピン
SN74AVC1T45

DGND(2,5)
DOUT

SELOUT

レベル変換回路

レベル変換回路

20芯のフラット
ケーブルを接続
できるように
ピンを立てる。

27 HOLDB

RESTORE1
RESTORE2レベル変換回路 ピンを立てる。

26

減衰回路
23

RESTORE2

減衰回路

減衰回路24

減衰回路25

1.8K

減衰回路25
1.8K
DGND
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減衰回路



ディジタル入力信号の周り(J8)
DGND

INITBINITB
DIN
WCK
WR

20芯のフラット
ケ ブルを接続

テストピン

WR
SELCK減衰回路

減衰回路

ケーブルを接続
できるように
ピンを立てる。SELIN

82
83 減衰回路

減衰回路

減衰回路

83

84
85 減衰回路

減衰回路

減衰回路

1.8K86

87 減衰回路
1.8K
DGND

87
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減衰回路
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40



ピン配置ピン配置

別紙参照
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部品表
品名 個数 用途 備考 CAD

0.1μFセラミックコンデンサ パスコン 2012型 OK OK

20SEP47M (SANYO) 5 電源フィルタ OS-CON OK OK( ) 電源 ィ タ

SN74AVC1T45DCKT (Texas Instruments) 20 デジタル出力
レベル変換

PIN間隔
0.65mm

OK OK

Y i hi IC149 144 045 B5 1 １４４ピン実装用ソケッ OK OKYamaichi IC149-144-045-B5 1 １４４ピン実装用ソケッ
ト：

OK OK

ポテンショメータ 50kΩ
3296W-1-503LF
( )

4 25回転,上面調整,0.5W,50KΩ OK OK

(Bourns)

ポテンショメータ 20kΩ
3296W-1-203LF
( )

１ 25回転,上面調整,0.5W,20KΩ OK OK

(Bourns)
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品名 個数 用途 備考 CAD

１０ F 8 入力 630V OK１０ｎF 8 入力 630V OK

0.1uF 72 パスコン 2012 OK OK

１００M 5 入力

10kΩ 7 2012 未だ OK

1kΩ 1 2012 未だ OK

1.8KΩ抵抗 18 デジタル出力減衰用 2012型 OK OK

LEMOコネクタ 5 テスト入力/Analog in 未だ OK

BNCコネクタ 1 Vbias OK OK

HIF３BA-34D-2.54C(HIROSE) 1 Digtal out ケーブルに使用 OK --

HIF３BA-20D-2.54C(HIROSE) 2 Digital In/Out ケーブルに使用 発注 --

HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) 2 Digital In/Out 未だ OK

HIF3BD-34PA-2.54DSA(71) 1 Digital Out OK

電源コネクタ 7 OK OK
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回路図製作過程 チェック

２ページ目： アナログ電源周り
３ペー図目：
４ページ目：４ ジ目：
５ページ目： デジタル電源周り
６ページ目：ディジタル電源導入端子の周り(VDD33, VDD1, DGND, VSS1)
７ページ目：ディジタル電源導入端子の周り(VDD33)ジ目 ディジタ 電源導入端子 周り( )
８ページ目：J1 電源パスコン
９ページ目：基準電圧モニターの周り
１０ページ目：基準電流源の周り
１１ページ目：電圧調整回路の周り
１２ページ目：テストパルス入力端子の周り(J4)
１３ページ目：アナログ出力端子の周り(J5,J6)

グ１４ページ目：アナログ入力端子の周り（J7)
１５ページ目：ディジタル出力信号の周り(J2)
１６ページ目：ディジタル入出力信号の周り(J3)

ペ ジ目 デ ジタル入力信号の周り(J8)

2012/2/5 WDAMP試験基板
23

１７ページ目：ディジタル入力信号の周り(J8)



以上

2012/2/5 WDAMP試験基板
24


